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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PRESENTATION DES DONNEES DE FIABILITE POUR LES COMPOSANTS
(OU PIECES DETACHEES) ELECTRONIQUES

PREAMBULE N

1) Led décisions ou accords officiels de la C E I en ce qui concerne les questions techniques Comités d’Etudes
ol font représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, exprimegp mesure possible
un faccord international sur les sujets examinés.

2) Ce$ décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées nationaux.

3 Dalns le but d’encourager cette unification internationale, la CE I e&primhe I voe les Comitgs nationaux ne
poss > o.base fondamentiile de ces régles
les

4) On oniser les régles
na bermettent. Les
Co

La présente recommandatipfiNa été ¢ta ité tudes Ne 56 de la CEI: Fiabilité des composants et des

matérigls électroniques.

Un premier projet fut |discuté Jors & Té h réunion tenue
a Hambourg en 1966. o bn des Comités

nationgux suivan{/Ja\Reg i { h réunion tenue
a Pragpe en 1969 n nQuveau frojet
Mois ¢n avril 1968

Edure des Deux
Les [pays suiva

itément en faveur de la publication du texte principal et de I’'gnnexe A:

Pologne

Royaume-Uni

Suede

Suisse

Tchécoslovaquie

Turquie

Union des Républiques Socialistep
Soviétiques

Japon Yougoslavie

Pays-Bas

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de Pannexe B!

Afrique du Sud Pays-Bas

Australie Pologne

Belgique Royaume-Uni

Danemark Suede

Etats-Unis d’Amérique Suisse

Finlande Tchécoslovaquie

France Turquie

Israél Union des Républiques Socialistes

Japon Soviétiques
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRESENTATION OF RELIABILITY DATA ON
ELECTRONIC COMPONENTS (OR PARTS)

FOREWORD

1) The forma| decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technical Cofnmitt
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly/
consensus jof opinion on the subjects dealt with.

2) They have|the form of recommendations for international use and they are accepted in that

sense.

3) TIn order tq promote this international unification, the 1 E C expresses the wig 4ving as

yet no national rules, when preparing such rules, should use the I E C recommendation3\a

or these
rules in so far as national conditions will permit.

4) The desirapility is recognized of extending international agreement op theSe monize
national sgandardization rules with these recommendations in fational
Committeds pledge their influence towards that end:

This Recommendation has been prepa bonents
and Equipmen{.
A first draff was discussed af/t hmburg

in 1966. As a result of this latter| medtinks, a
Six Months’ Rule in Japdary .
amended draft [was sub: to the Natignal

The followin

as Circulafed to the National Committees for approval under the
o discussed at the meeting held in Prague in 1967 |and an
r’approval under the Two Months’ Procedure in Aprfl 1968.

publication of the main text and Appendix A:

Japan

Netherlands

Poland

Sweden

Switzerland

Turkey

Union of Soviet Socialist Republics
United Kingdom

Yugoslavia

The following countries voted explicitly in favour of publication of Appendix B:

Australia Netherlands

Belgium Poland

Czechoslovakia South Africa

Denmark Sweden

Finland Switzerland

France Turkey

Israel Union of Soviet Socialist Republics
Japan United Kingdom

United States of America
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PRESENTATION DES DONNEES DE FIABILITE POUR LES COMPOSANTS

(OU PIECES DETACHEES) ELECTRONIQUES

INTRODUCTION

La complexité croissante des équipements électroniques, le trés grand nombre de composants (ou

picces
d’un dircuit ou d’un équipement. Pour pouvoir prévoir les performances opeér,

il est

probabpilités de défaillances des composants électroniques (ou pieces détas

2.2

hécessaire d’avoir des données détaillées sur les variations des payd

Objet

R

icn des composants essayés

{dentific

détachées) utilisés et les exigences de fiabilité représentent de sérieuses difficuités pour le projecteur

équipement,

ijtiques et les

ensions, etc.,
pécifications,

présenter les
faits devrait

ont obtenues
detachées) et

dépendent des

etc., en résumé

associer résul-

.

L’information permettant Pidentification du composant (ou piéce détachée) devra €tre con-

forme a la publication correspondante de la CETI ou aux autres spécifications. Toute

information

supplémentaire nécessaire pour identifier clairement le composant (ou pi¢ce détachée) doit €tre

fournie par le fabricant (voir le paragraphe 3.2.1).

Conditions d’essai

Les sévérités et les procédures pour les essais climatiques et mécaniques devront €tre conformes
3 la Publication 68 de la CEI: Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, ou
a ses modifications introduites dans les spécifications des composants (ou piéces détachées).
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PRESENTATION OF RELIABILITY DATA ON
ELECTRONIC COMPONENTS (OR PARTS)

INTRODUCTION

The increasing complexity of electronic equipment, the very large number of components (or parts)
used, and the requirement for reliability present serious difficulties to the circuit and egzui-p.xQent designer.
To be able fo predict the operating performance of an equipment, detailed data n the
changes in cHaracteristics and failure probabilities of the associated electronic compOneht:

1. Scope
Ipformation on ratings, characteristics, dimensiens . ) component (of part)
is nprmally supplied in specifications,s f ets. The following recommenda-
tiorfs are intended to indicate the information\eeded aracterizing reliability. Factuallinfor-
mation should be available to the circuit ahd ®qui agineer to enable him to cofrectly
assgss the reliability of his circuits and units. M his information will be obtained from
religbility tests made on the electronic comt 3¢ party’and should be presented as indicated

hergin.

mation and data depend upon the testing procedures| meth-
s, etc., under which such data were obtained. The importhnce of
gtions in accordance with which they were obtained cannot be over-

Notd. — The ang value &f reliab
ods, durafion i

8Q irts fox, characterizing reliability

comhponents tested

2.1 Idenltiﬁcation )

Information identifying the components (or parts) shall be in accordance with the relevant
IEC Publication or other component (or part) specification. Any additional information necessary

to clearly identify the component (or part) shall be provided by the manufacturer (see Sub-clause
3.2.1).

2.2 Test circumstances

The severities and procedures for climatic and mechanical tests shall be in accordance with
TEC Publication 68, Basic Environmental Testing Procedures, or modifications thereof, as
covered by component (or part) specifications.
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2.3

2.3.1

2.3.2

233

234

Taux de défaillance

Cas ot le taux de défaillance peut étre supposé constant

La valeur numérique de ce taux de défaillance peut étre extrémement faible. Néanmoins, elle
est de la plus grande importance pour la prédiction de la fiabilité d’un équipement et devra &tre
fournie.

Comme l’estimation du taux de défaillance implique des essais portant sur de trés grands échan-
tillons, il sera généralement impossible d’avoir des valeurs numériques correspondant a plus
d’une ou deux conditions de contraintes spécifiées. Les modes de défaillaficeset les définitions des

défaillances doivent étre indiqués.

Cas ou le taux de défaillance peut étre supposé non constant

A Tétude.

Taux de défaillance en fonction des contrain

A Tétude.

5 pendant ou
d’exposition aux contraintes électriques, climatiques ef mécaniques
elles) doit étre fournie. L’annexe A, page 14, indique les methqdes préferen-

Les modes de défaillance et la définition de la défaillance doivent €tre indiquées. Les temps
avant défaillance peuvent é&tre représentés par la moyenne et I’écart type ou par la distribution.
Dans les deux cas les variations de ces temps avant défaillance associées aux différents niveaux de
contraintes électriques et d’environnement appliquées peuvent étre fournis sous forme d’une
famille de courbes.

Si les résultats peuvent &tre approchés par une fonction mathématique de fagon satisfaisante, il
peut étre suffisant de donner les paramétres de la fonction dans un tableau. Pour les composants
(ou pigces détachées) dont la durée de vie utile est limitée par 'usure, on devra fournir les données
sur Pinstant d’apparition des défauts d’usure.
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2.3

2.3.1

232

2.3.3

2.3.4

24

2.5

Failure rate

Failure rate which can be assumed to be constant

The numerical value of the failure rate may be extremely small. Nevertheless, it is of major
importance for the prediction of the reliability of an equipment and shall be supplied.

As the assessment of failure rate implies very large sample testing, it will usually be impossible
to have values corresponding to more than one or two specified stress conditions. The failure
modes and definitions of failures shall be stated. AN

Failure rate which can be assumed not to be constant

UUnder consideration.

Failure rate as a function of stresses
Under consideration. &

Fai

Chad
I - after
spegi posure to electrical, climatic and mechanical stresses or combinations of

The failure modes and the definition of failure shall be supplied. The time to failure may be
expressed in terms of mean and standard deviation or the distribution. In both cases, the varia-
tions of these time$ with various applied electrical and environmental stress levels may be supplied
as a family of curves.

If results can be satisfactorily approximated by a mathematical function, it may be sufficient
to present the function parameters in a table. For components (or parts) whose useful life is limited
by wear-out, data on the time of onset of wear-out failures shall also be supplied.
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3.1

3.2

3.2.1

322
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Clauses détaillées pour le compte-rendu des données de fiabilité

Généralités

La méthode de présentation décrite ici doit étre utilisée par les fabricants de composants (ou

pieces détachées) ou par tout autre pour rendre compte de résultats d’essais de

fiabilité. Les

informations concernant la fiabilité des composants (ou pi¢ces détachées) obtenues a partir du
fonctionnement d’équipements en laboratoire ou en exploitation, peuvent exiger des méthodes

différentes.

Informations a fournir

Les informations & fournir sont divisées en quatre catégories pripé
ci-apres. Des informations supplémentaires relatives aux détail§
trative devraient étre fournies ainsi que dans chaque cas toute i
pour I’appréciation des données de fiabilité.

pendantdix semaines, choisis au hasard parmi un lot approvisionné de 10 000, e

a est détaillé

? adminis-
b'importante

épitaxié.

E 1a date).

stiques; par
température

btion.

xTent, etc.
normaux de

par semaine
C.

Description des circonstances de I’essai

Les renseignements suivants doivent étre fournis:

a) Par qui les résultats ont-ils été obtenus, par exemple par le département assurance de la qualité

du fabricant.

b) Description des conditions d’essais utilisées avec référence aux valeurs nominales ou limites
des composants et nombre de composants (ou pieces détachées) dans chaque condition.

¢) Valeurs mesurées et quantités pour chacune des valeurs.
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3. Detailed requirements for reporting reliability data

3.1 General

The method of presentation described herein shall be used by manufacturers of components
(or parts) and others in reporting the results of reliability tests. Information on component (or

part) reliability obtained from the operation of equipment, either in the laboratory or in the field,
may require different methods.

3.2 Information to be supplied AN

\Ak itional

ry and

Information to be supplied is divided into four main categories as detdi
infprmation should be supplied containing any necessary items of a
spqcial information of importance in each case for judgment of the

3.2.1 Identification of components (or parts) tested

The following information shall be supplied:

ported,

uction

beriod,

selected atwandom from a purchased batch of 10 000, etc.

322 Description of test circumstances
The following information shall be supplied:

a) By whom the results were obtained, e.g., quality assurance department of manufacturer.

b) Description of the test conditions used, with reference to the ratings of the components (or
parts), and number of components (or parts) in each condition.

¢) Values tested and quantity of each value.
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d) Description de la méthode utilisée pour les mesures lorsque la spécification prévoit des

variantes.

e) Description des caractéristiques mesurées (par exemple résistance) et des conditions de mesure.

f) Précision des méthodes de mesure, dans le cas ou elle n’est pas incluse dans la spécification.

g) Durée de I’essai et instants de mesure (par exemple: 500 h, 1000 h, etc.). (Voir 'annexe B.)

h) Critéres de défaillances utilisés et limites correspondantes pour les valeurs initiales.

Compte rendu des résultats obtenus

Les renseignements suivants doivent étre fournis:

a) Le nombre de défaillances relevées, classées par conditions d’essaj

b) Si une information sur la dérive des caractéristiques est dofnée cgmposants

(ou pigces détachées) non inclus dans I’analyse, par exe
suite de défaillances totales, doit étre indiqué.

h
L

£

1minés a la

les raisons

défaillance

& période d’essai étant de 2000 h) plutdt que d’indiqu¢r un taux de
sxemple, sous la forme 0,4% par 1 000 h. Tout changement cpnstaté dans

rieure de I’intervalle de confiance (et la limite inférieure, si appfopriée) doit
ie, les niveaux de confiance préférentiels sont 60% et 90%. On doit indiquer si le

3242

3243

Présentation des variations des caractéristiques en fonction du temps

Ces variations devraient étre présentées conformément a 'annexe A, page 14.

Extrapolation a partir des résuttats d’essais

L’extrapolation, en fonction soit de la durée, soit de la sévérité de I’environnement, devrait
8tre évitée dans tous les cas sauf lorsque les mécanismes de défaillance sont enti¢rement compris.
Dans les cas ol I’on extrapole, on devrait fournir des informations sur les mécanismes de défail-
lance, ainsi que lés données réelles qui ont fourni les bases sur lesquelles les extrapolations sont

faites.
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d) Description of the method used for measurement where the specification permits alternative
methods. ’
e) Description of characteristics measured, e.g. resistance, and the measuring conditions.
f) Accuracy of the measurement methods, if not included in the specification.

g) The duration of the test and the times at which the measurements were taken (e. g. 500 h,
1000 h, etc.). (See Appendix B.)

h) The failure criteria used, and the relevant limits of initial values.

Factual account of the results obtained

The following information shall be supplied:

a)| The number of failures observed, categorized by test conditions.

b)|If information on characteristic drift is given, the number of &
included in the analysis, e.g. because they have been eliminate
stated.

? not
$hall be
¢)| The times at which the failures occurred or were verified

d)|Special events occurring during testing.

Statement of the failure mechanism, if known

in the

Inf
P

~

]
bly be

erfod being 2 000 h) rather than the failure rate alone, e.g. 0.4%
in failure rate that have been observed during the period shall

b) denge limit (and the lower where appropriate) shall be supplied. Prgferred
¢e levels are 60% and 90%. It shall be stated whether the failure rate is obperved,
assessed, o extrapolated.

Presentation of changes in characteristics with time

These changes should be presented in accordance with Appendix A, page 15.

Extrapolation from test results

Extrapolation, either in time or in environmental severity, should be avoided in all cases
except where the mechanisms of failure are thoroughly understood. In cases where extrapolations
are made, information on the mechanisms of failure, together with the factual data providing the
‘basis on which the extrapolations are made, s}lould be given.
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ANNEXE A

METHODES POUR METTRE EN EVIDENCE DES VARIATIONS
DES CARACTERISTIQUES DES COMPOSANTS (OU PIECES DETACHEES)

Les quatre méthodes suivantes sont recommandées pour la présentation d’informations sur les
variations des caractéristiques des composants (ou pieces détachées): RN

s conditions
As, on peut

et discutés,

e dispersion
ement.

Inconvénients

a) Cette méthode ne convient que pour des résultats «avant et aprés». Elle ne peut €tre
utilisée d’une maniére satisfaisante pour mettre en évidence I’allure d’une variation continue
pendant un certain intervalle de temps.

b) Elle ne peut s’appliquer qua d’assez petits échantillons. Méme avec I’échantillon étudié de
50 composants seulement, plusieurs résultats n’ont pu étre représentés.

¢) Elle ne donne qu’une idée grossi¢re de la distribution des caractéristiques.

d) La taille de I’échantillon doit étre donnée séparément.
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APPENDIX A

METHODS OF SHOWING CHANGES IN COMPONENT (OR PART) CHARACTERISTICS

2.1

2.2

The following four methods are recommended for the presentation of information on compo-

nents (or parts) characteristic changes:

yARN

a) Saattergram plot, Figure 1, page 24.
b) Prpbability paper plot, Figure 2, page 25.
¢) Percentile plot, Figure 3, page 26.

d) Grouped frequency distribution table, Table I, page 22.

Thd
is par

r other

As on the
gain g

Forq this is
not rg
Scatte
Advay]
a) Cq ri)\ identity is retained. The scattergram shows the actual values of indjividual

Disadvantages

a) The method is suitable for application only to *“before and after” results. It cannot be used

satisfactorily to show the pattern of continuing changes

over a period of time.

b) It is applicable only to fairly small samples. Even with this sample of only 50, it was not

possible to plot several of the results.

c¢) It gives only a very crude idea of the characteristic’s distribution.

d) The sample size has to be given separately.
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3. Représentation graphique sur papier & échelles fonctionnelles (figure 2)

3.1 Avantages

a) Cette méthode montre clairement la distribution des caractéristiques et la fagon dont elle a
évolué en fonction du temps. Elle indique immédiatement I'importance de I'écart des distribu-

tions par rapport a la distribution normale.

b) Elle convient pour des échantillons de toute taille. Les résultats provenant de trés grands
échantillons peuvent étre aisément représentés. Sur la figure 2, seule la moitié des résultats
disponibles entre les 20e et 80e percentiles a été indiquee, mais pratiquement sans perte d’in-
formation. Avec un échantillon plus grand, il serait nécessaire de ne %enter qu'une faible

PTOPOTLION des Tesultats GiSponibies:

3.2 [{nconvénients

1) L’identité de chaque composant (ou piéce détachée) est perd
b) 11 est impossible d’intégrer des résultats supplémentaife

) La méthode ne convient que pour des résultats «avagt,®
senter simultanément plus de deux distributio
si les courbes s’enchevétrent.

33 Remarques supplémentaires

mise en évidgnce sur papier log-nonpal.

. S1 len essdie de repré-
s, dn Aboutif.courament a la confusion, surtout

) Une caractéristique distribuée suine lo Tmale donnera une droite sur du papier

graphique gausgien\Un€ casactéristique) avec) distribution log-normale peut dg méme &tre

ristiques par

4. Représentation graphique des percentiles (figure 3, page 26)

4.1 Avantages

a) La méthode s’applique pleinement pour représenter des variations continues pendant un

intervalle de temps donné. Elle ne se limite pas aux résultats «avant et apres».

b) Elle s’applique & des échantillons de toute taille supérieure & 10. Les courbes ne peuvent
s’enchevétrer. Le graphique final n’est pas plus complexe pour les grands échantillons que

pour les petits.
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Probability paper plot (Figure 2)

Advantages

a) The method shows clearly the characteristic’s distribution and the way this has changed with
time. It shows immediately the extent of the departure of the distributions from normality.

b) It is suited to samples of all sizes. The results from very large samples can be plotted conveni-
ently. In Figure 2, only half of the results available between the 20th and 80th percentiles were
plotted, but with almost no loss of information. With a larger sample it would be necessary
to plot only a small proportion of the available results. S~

Disadyantages

a) Component (or part) identity is lost.
b) Additional results cannot be added.

c) The method is suitable for application only to “be b plot
more than two distributions simultaneously usually [eall to y i if the
cuyives cross each other.

Additipnal features

a) A normally-distributed characteristi¢, wil
paper. i i
log

\ give<a ot on normal distribution probgbility
alldiptribution can be plotted in a similar why on

b) The¢ i An\be e placing the characteristic values in ranked ordgr and
the

r in the classification

Percentile plot (Figure 3, page 26)

Advantages
a) The method is fully applicable to the representation of continuous changes over a period of
time. It is not restricted to “before and after” results.

b) 1t is applicable to all sample sizes from 10 upwards. Curves cannot cross. The final graph is
no more complex for large samples than for small.
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¢) La forme de la distribution des caractéristiques & chaque instant peut étre estimée a partir de
Iespacement relatif des courbes des percentiles. Si cela est nécessaire, les résultats & un instant
donné peuvent étre reportés sur un papier a &chelle fonctionnelle offrant ainsi quelques-uns
des avantages de la méthode décrite en figure 2, page 25.

d) On peut effectuer une estimation de la courbe reliant le pourcentage d’éléments défaillants au
temps pour toute limite spécifiée de défaillance par dégradation. )

e) Quand un essai d’endurance se poursuit sur un échantillon particulier, des résultats ultérieurs
pour des durées plus grandes peuvent étre intégrés aisément.

f) Des percentiles préférentiels (par exemple 2e, 10e, 50e) pourraient étre établis pour tous les
composants, ceci faciliterait les comparaisons.

ZJ Bich que 165 TenseigNemmeNts Par Percemntiies sorentordimatrement PICJR} erapRiquement, on
peut aussi les présenter sous forme de tableau. \

Inconvénients
La méthode
ours desquels
Note. — Les graphique enti E 2 Assd h caractéristique
par ordre of J 8 iné, on applique

la relatign:

n peut effectuer

a) La méthode est pleinement applicable pour la présentation de variations continues pendant
un intervalle de temps donné. Elle ne se limite pas aux résultats «avant et apres».

b) Elle est applicable & des échantillons de toute taille supérieure & 10. Pour des échantillons
importants, il peut étre avantageux d’exprimer les nombres sous forme de pourcentage du
nombre total de composants (ou de pieces détachées).

¢) Les résultats correspondant & un instant déterminé peuvent €tre reportés sur papier a échelle
fonctionnelle offrant quelques-uns des avantages de la méthode décrite en figure 2.

d) On peut effectuer une estimation de la courbe reliant la proportion d’éléments défaillants au
temps pour toute limite spécifiée de défaillance par dégradation.
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¢) The shape of the characteristic’s distribution at any time can be estimated from the relative
distances of the percentile lines. If necessary, the results at a particular time can be re-plotted
on probability paper, giving some of the advantages of the method shown in F igure 2, page 25.

d) An estimate can be made of the curve relating percentage failed to time for any specified
degradation failure limit.

e) As an endurance test on a particular sample continues, further results for longer times can
readily be added.

J) Preferred percentiles, e.g. 2nd, 10th, 50th, could be established for all parts, assisting compa-
rison. ’

g) Alt
tabjular form.

in a

Disadvantages

a) Component (or part) identity is lost.

b) Fire detail of the characteristic’s distribution is lost.

¢) Red itable
for ously
aggdregated.

d) Thy{

Note. —| Percentile plots are obeajned by ing r. The

where: <>
R is the rank Aumbe

<

Groupe

Advant

a) The method is fully applicable to the representation of continuous changes over a period of
time. It is not restricted to ““before and after’” results.

b) 1t is applicable to all sample sizes from 10 upwards. For large samples, it may be advanta-
geous to express the numbers as percentages of the total number of components (or parts).

¢) The results for a particular time can be plotted on probability paper, giving some of the
advantages of the method shown in Figure 2.

d) An estimate can be made of the curve relating percentage failed to time for any specified
degradation failure limit.
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e) Quand un essai d’endurance se poursuit sur un échantillon particulier, des résultats ultérieurs

pour des durées plus grandes peuvent aisément &tre intégrés.

f) Des résultats provenant d’échantillons supplémentaires soumis au méme essai d’endurance
peuvent aisément étre intégrés. C’est 1 un avantage important sur la méthode par présentation

graphique des percentiles.

g) La taille de I’échantillon apparait aussitot.

Inconvénients

a) L’identité des composants (ou piéces détachées) est perdue.

b) Les détails fins de la distribution des caractéristiques sont perdus.

tieHos-applieables 2 toutes les

3 N it PN i L) 1 s 1 =] 1 €4 3
¢/ II T €SUpas POSSIDIE U TTalIT UTS amPIitiaes Ut CIrassts ™ PTeTeT ettt o sy

caractéristiques et A tous les composants. Sur ce point, la représ
tiles est plus avantageuse puisqu’on peut fixer aisément des pey

quantités de composants (ou piéces détachées).

Bien que les percentiles soient ordinairement »é

Avantages

a) Aus

e des percen-

23 reposent sur

picces détachées)
irhitant différentes

seignements par
5 deux méthodes
ter les renseigne-
Les avantages et
n des points les

7.1

chaque composant (ou piéce détachée) est immédiatement

hodes de représentation des renseignements peuvent utiliser des résultats.

trés faibles échantillons, le comportement général de I’échantillon n’apparait

nées quelqu’il soit.

¢) Pour de grands échantillons, les données peuvent étre volumineuses.

Conclusions générales

Avec de grands échantillons pour lesquels une information continue est disponible, seuls le graphi-
que des percentiles et le tableau des distributions de fréquences groupées sont applicables. Les
avantages et les inconvénients de ces deux méthodes sont semblables. Pour de petits échantillons
ou quand on ne dispose que de I'information initiale et finale, les autres méthodes peuvent étre

mieux adaptées.
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5.2

6.1

6.2

7.1

2] —
e) As an endurance test on a particular sample continues, further results at longer times can
readily be added.

J) Results from additional samples repeating the same endurance test can readily be added. This
Is an important advantage over the percentile plot method.

g) The sample size is immediately apparent.

Disadvantages

a) Component (or part) identity is lost.
b) Fine detail of the characteristic’s distribution is lost.

c) It i
par]
the

Notes 1.

given,

Although percennles are usually expressed graphically g ¢ ibutions are| given

Altematxvely, the grouped frequency distribution tabl¢ may bp presenited as.a series of histograms. The
advantages and disadvantages of the grouped freqmency dist ib@n table are in many ways sinfilar to

Primary data (Table 11, p:

Advantuiges

a) No inform
b) Dethiled informat

£ can

vation of quantitative conclusions depends upon some form of data processing.

¢) For large samples, data can be voluminous.

General conclusions

With large samples, for which continuous information is available, only the percentile plot and
grouped frequency distribution table methods are applicable. The advantages and disadvantages
of these two methods are similar. For small samples, or where only initial and final mformatlon
is available, other methods may be more suitable.
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TABLEAU [ TABLE [
Fréquences groupées Grouped frequencies
Identification (voir les paragraphes 3.1 et 3.2 Identification (see Sub-clauses 3.1 and 3.2

de la recommandation).

of the Recommendation).

Intervalles de gain

Nombre de transistors ayant un gain compris dans les intervalles spécifiés aux

temps suivants

Gain range Number of transistors having a gain within the specified range at the following
times
& 199 222 ( 646 934
Ipféri a h
hférieurs
Less than 40 0 0 0 < 1
1o - 59 12 17 24 NV 18
Ko — 79 19 15 13 x 13 14
BO — 99 9 10 N 0 10
10 - 119 8 7 1 6
Supérieurs &
(ireater than 119 2 1 m 9 1 1
Total 50 k )(\\/K / /EQ \> 50 50
N _

9,

&
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Identification (voir les paragraphes 3.1 et 3.2
de la recommandation).

TABLEAU 1T

Résultats bruts

—23

TABLE II

Primary datu

Identification (see Sub-clauses 3.1 and 3.2
of the Recommendation).

Composant Gain des composants individuels aux temps suivants
No
Part No. Gain of individual parts at the following times
A 109 222 4 /K\ 4
= TIT U0 ( To%
N

1 63 62
2 0 7

3 5 5
4 3
5 62 1
6 8 83
7 7 107
8 1 110
9 9 68
10 8 88
11 71 70
12 Q 90
13 56 56
14 96 97
15 62 62
16 61 60
17 59 60
18 72 73
19 44 43
20 50 50
21 49 49
22 94 94
23 52 52
24 59 58
25 77 80
26 49 49
27 95 97
28 58 58
29 51 52
30 \ 125 130
31 /\ 94 100
32 4 75 75
33N\ 110 113
34 101 103
35 84 84
36 98 99
37 v 78 79 1A%} /0 IR
38 95 84 74 81 81
39 56 56 51 55 55
40 58 44 40 40 40
41 52 51 47 50 50
42 71 70 63 67 67
43 54 53 49 52 52
44 63 54 49 52 52
45 125 105 90 103 102
46 70 67 60 64 65
47 65 61 56 59 60
48 60 59 53 57 58
49 53 52 48 50 50
50 58 54 49 51 50
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Identification (voir les paragraphes 3.1 et 3.2 de la recommandation).
Identification (see Sub-clauses 3.1 and 3.2 of the Recommendation).

120

Gain au temps _ ga, py

100 4=

80 a—

40 4=

Ligne de variation nulle

. Line of no change

-
e
e

40 60 80

[

100 120

Gain au tgmps __ oh

FiG. 1. — Diagramme de dispersion.
Scattergram plot.

Gain at time

Taille de I'échantillon:
Sample size:
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Gain

—25_.

Identification (voir les paragraphes 3.1 et 3.2 de la recommandation).
Identification (see Sub-clauses 3.1 and 3.2 of the Recommendation).

(]
X
120 +
100 +
bs O h
80 + 0h.
bs 934 h
934 h
60 T
x X
40 +
(o]
O

0.01 0.1 1 5. 10 20 .80 95 98 99 99,9 99,99
Pourcentage cumulé
Cumulative percentage
Taille de I'échdntillon : 50
Sampfe size:

FIG. 2. — Représentation graphique sur papier a échelles fonctionnelles.
Probability paper plot.
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